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TracOptic EMPIR H -2

articipaling S

El Proyecto (20INDO7 TracOptic) ha recibido financiacion del Programa
EMPIR y es también cofinanciado por los Paises participantes y por el
Programa Europeo de Investigacion Horizonte 2020.
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M otivacion e e )
1. Apoyar a sectores industriales tan variados como el aeroespacial, los de optica, tribologia,

biologia o medicina que necesitan, para mejorar sus productos, un adecuado control del acabado
de sus superficies.

La complejidad de las superficies a estudiar y la necesidad de que la caracterizacion incluya su
caracter tridimensional obliga al paso de la medida de la rugosidad 2D de perfiles por contacto a
la medida de superficies 3D. Las técnicas 6pticas se consideran la mejor opciéon para abordar
este tipo de medidas.

Las técnicas oOpticas realizan medidas 3D sin contacto, y en tiempos de adquisicion muy bajos lo
gue a nivel metrologico reduce algunos de los efectos que contribuyen a la incertidumbre como
los efectos térmicos, el ruido, etc.

Las técnicas Opticas se estan integrando en las lineas de produccién e incorporando en la
industria 4.0. Son técnicas no destructivas, y capaces de generar nubes de datos de medida
digitalizados en tiempos de adquisicibn muy cortos, pero necesitan trazabilidad metrolégica para
garantizar la compatibilidad de sus medidas.
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Buscando la compatibilidad de las medidas EMPIR H -~

En el uso de las técnicas opticas se ha visto que ademas de requerir de una
adecuada trazabilidad, los resultados de medicion presentan fuerte dependencia
de:

- El fendmeno fisico al que es sensible la técnica 6ptica que se utilice

- La configuracidn concreta de las condiciones de medida del instrumento para
una técnica dada

- Las caracteristicas intrinsecas del mensurando, en cuanto a su geometria:
localmente por su acabado superficial y a nivel global por sus dimensiones y
forma

- La estrategia de analisis que se aplique a los datos de medicion
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1. Determinar sobre distintos tipos de muestras los parametros de calidad superficial 3Dy en
algunos casos dimensiones que se van a caracterizar en el Proyecto.

2. Caracterizar las capacidades de medicion de distintas técnicas de microscopia optica3Dy
de los sensors 6pticos de distancia.

3. Desarrollar modelos numeéricos para predecir larespuesta de los microscopios/sensores
opticos para cualquier geometria de superficie complejay utilizar estos modelos para el
analisis sistematico de errores y correcciéon de errores.

4. Desarrollar y validar procedimientos para la seleccion de la instrumentacion mas
adecuada para un mensurando dado, asi como desarrollar métodos para la evaluacion de
los datos de medida y la estimacion simplificada de la incertidumbre.

5. Facilitar la adopcion de las tecnologias estudidas y las guias de buenas préacticas
desarrolladas en el Proyecto a la industria, las organizaciones de normalizacién y los
usuarios finales.

ool = CENTRO ESPANOL
mmetmlog'?w C'_ DE METROLOGIA TracOptie



TracOptic: técnicas épticas de microscopia 3D EMPIR H -5
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TracO p tic: p aq uetes d et rab aj 0 (W P) e ot b g s o
WP1 (VTT) Samples selection and characterization Obj.1
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WP5 (PTB) Creating Impact: Industrial case studies

WP6 (PTB) Management
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WP1: Muestras y caracterizacion de parametros de calidad superficial e .umy oo

research and inngvation programme and the EMPIR Participaling States

Seleccion de muestras y parametros a caracterizar en ellas usando instrumentos de contacto
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WP2 y WP3: Estudio CM, CSI, FV & ODS (incluyendo virtuales) .o cemtn o

a ramme ar dlheEMPIRP artici p| ng States

Para microscopia 6ptica 3D,
se ha generado dos series de
normas en ISO:

ISO 25178-600s define las
“caracteristicas metrologicas”

ISO 25178-700s trazabilidad
con patrones materializados
calibrados con instrumentos
primarios

La fidelidad topografica
no esta normalizada.
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The EMPIR initialive is co-funded by the European Union’s Horizon 2020
research and innavation programme and the EMPIR Participaling States

WP4 y WP5: Métodos de evaluacion y creacion de impacto EMPIR H -9

WP4:

+ Seleccion de lainstrumentacion adecuada para cada tipo
de medida

+ Métodos para la evaluacion de datos. Uso del Stitching

» Guias practicas para la estimacion simplificada de la
incertidumbre

Y}

Cosido de imagenes Guias de buenas précticas
(stitching)
Participacién en .
normalizacion WP5:

+ Transferencia de conocimiento: Comités de Normalizacién y Stakeholder,
Pagina web, articulos, Guias de buenas préacticas, Sesiones en
conferencias

INTERNATIONAL
STANDARD =9

* Formacién mediante cursos, visitas a IMN, reuniones con Stakeholders,
estudio de diferentes casos industriales

* Uso y explotacién dirigido a la comunidad cientifica, metrolégica e
industrial
industriales

Impacto directo mediante el estudio de casos industriales
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